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Abstract of DE1 9733861 

The device allows electrical contacting of a movable mounted measurement probe (1) on a contact 
surface (5) of a measurement object (6). The device includes a support device (3) which carries the 
probe (1). An actuator (4) is associated with the probe (1) or its support device (3), for positioning the 
measurement probe (1). In a first operating position (B) the probe directly touches the contact surface 
but exerts no force on it. In the second position (C) the probe exerts a first small force parallel to the 
contact surface. The support device has an elastic element (3) in the form of a leaf spring (16) such that 
on transition from the first to the second operating position, the effective direction of the torque exerted 
on the probe is reversed. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(3) Vorrichtung und Verfahren zur Kontaktierung einer MeQ-Sonde 
® Die Erfindung bezicht sich auf cino Vorrichtung und ein 
Verfahren zur eleklrischen Kontaktierung einer beweglich 
gelagerten MeB-Sonde (1 ) auf bzw. an einer Kontaktflache 
(5) eines MeB-Objektes (6), mit einer die MeS-Sonde (1) 
tragenden Stutzeinrichtung (3) und einer der MeB-Sunde 
(1) bzw. ihrer Stutzeinrichtung (3) zugeordneten Betati- 
gungseinrichtung (4) zur Positionierung der MeS-Sonde 
(1). Die Stutzeinrichtung (3) besitzl ein elastisches Ele- 
ment (3), welches vermittels der Betatigungseinrichtung 
(4) von einer ersten Betriebsstellung (B), bei der die MeR- 
Sonde (1) die Kontaktflache (5) des Mefc-Objektes (6) ge- 
rade beruhrt, jedoch im wesentlichen noch keine Kraft 
darauf ausubt, in eine zweite Betriebsstellung {C) brmg- 
bar ist, bei der die Mefc-Sonde (1) einen alienfalls aulXerst 
goringcn Kraftantcil parallol zur Kontaktflache (5) auf das 
MelJ-Objekt |6) ausubt. Das elastische Element (3) ist in 
, Form einer Blattfeder (16) derart ausgabildet bzw. ange- 
• ordnet. daB beim Obergang von der ersten (B) zur zweiten 
Betriebsstellung (C) die Wirkrichtung des auf die MeB- 
Sonde (11 ausgeubten Drehmomentes umgekehrt ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bc/.ichl sich auf einc Vbrrichlung und ein Vcrfahrcn zur clckl rischen Konlakiicrung einer bcwcglich gc- 
lagerlen McB-Sonde auf bzw. an eincr Konlaklilache eines MeB-Objckies. mil ciner die McB-Sonde iragcndcn Slutzcin- 
5 richiung und ciner der MeB-Sonde bzw. ihrcr Kliilzeinrichiiing zugeordneten Beiiiiigungscinrichiung zur Posilioniemng 
dcr McB-Sonde. 

Nach der Ferligung von Halbleilerlaserbauelcmcnien werden die noch im Chipbarrenverband vorliegenden Halblei- 
lerlaser cinzeln auf ihre Funklionslahigkcil iibcrpruft. Zu diescm Zweck gclangcn MeB-Sondcn (uhlicherweisc Komaki- 
nadein) zuui Einsarz. die entweder von Hand mil visucllcr Konlrollc oder selbsltatig mil ciner auiomatischen Chipabra- 

It) sierung emweder ohne visuelle Kontrolle odcr unlet \ferwendung ciner aufwendigen opiischen Musiererkennung auf da- 
fur vorgcschcnc Koniaklflachen des Ilalblciicrsubstralcs, welches den zu messenden Schallkreis umfaSl. elektrisch kon- 
iaklien werden. Gerade bei Lascrhalhlciicrbauelementcn besiehl die BesonderhciU daB sic abweichend von anderen, 
noch ini Schcihcnvcrbund gemessenen Halbleilerchips, ersi in /u Harrcn gespallencrFomi gemesscn werden konnen,da 
aufcrund der komplizierien Ucrstel lung und der hohen Anforderungen an die Qualicat dcr geferiigien Laser, namentlich 

i * dcrcn gewunschten Kennlinicnfonn, crfahrungsgcmaB kaum cin solchcr Grad der Fehlerlreiheilerzieli wird, ab welchem 
auf die Mcssung in Barrcnfonn verzichiei werden kann. Bci ciner Mcssung von Einzclchips miiBien wcsenilich mehrLa- 
scrchips in einer hohcrcn Wcrischopfungsslufc verworfen werden. Zur sichercn Konlakucrung einer MeU-Sonde (Kon- 
iakispiizc) von Halbleilerchips insbesondere reihenweiscr Anordnung (Barren), wclche nacheinandcr koniaklien und gc- 
tucssen werden sollcn, sind abweichend von den bckanmen Konlakiierungsaufgabcn von Chips im Schcihcnvcrbund zu- 

20 saizliche Bedingunecn zu erfullcn, insbesondere hinsichllich dcr bci dcr Mcssung durch die Koniakispiizc auf das Sub- 
sirai wirkenden Venikalkraftc und scillich wirkendc Krafic bci ciner Verschiebung dcr Koniakispiizc wahrend des Kon- 
lakiiervorgangcs. 

IXt vorliegenden Erfindung liegi dahcr die Aufgabe zugrundc. cine Vforrichtung und ein Vcrfahrcn zur clcklrischen 
Kontakiierung einer MeB-Sonde auf bzw. an ciner Komaklflachc cines MeB-Objekics. insbesondere eines cin Halbleilcr- 

25 lascrbauclemcni iragcndcn Chipbarrens zur Verfugung zu sicllcn. wclche bzw. welches bci cinein hi nreichend sichercn 
clcklrischcn Kontaki mil einer vorbcsiimmlcn gcringen Koniaklkrafl im Wesenilichen kcincodcr zurnindesl auBersl ge- 
ringc scitlichc Verschiebung der Koniakispiizc bcim Koniaklicrvorgang cnnoglichi. 

Dicsc Aufgabe wird durch einc Vorrichlung nach Ansprueh 1 und cin Vcrfahren nach Anspruch 12 gclosi. 
ErfindungsgcniaB isl vorgeschen. daB die die MeB-Sonde iragendc Siuizeinrichtung cin elaslisches Eleineni l»csitzi, 

30 welches vermiliels dcr Belatigungseinrichlung von ciner erstcn Bclricbssicllung. bci der die MeB-Sonde die Kor»i : kifla- 
chc des MeB-Objekles gerade beruhrt. jedoch im wescnllichcn noch keine Kraft, darauf ausubi, in cine zweile i* .-r:bs- 
sicllung bringbar ist. bei der die MeB-Sonde einen allcnfalls auBcrst geringen Krafianici! parallel zur Komak!; : : ; i.;: auf 
das MeB-Objekt ausubi. In der zweiien Belricbsslcllung ubi die MeB-Sonde einc Krafl senkrechi auf die Kor.: j \ . ::he 
cntsprecheiiil eiucr vureiugestclllen Koniaklkrafl aus. Dem wesenilichen Gedanken der Erfindung folgend isl d: J.usii- 

•35 schc Elcnienl cinscilig cingespanni und an seineni frcien, dem MeB-Objckl zugcwandlen Hnde mil der MeB-Scmae ver- 
schen. Hicrbei isl das elaslischc Elcnienl ini wesenilichen quer zur Komaktierungsrichlung bzw. quer zur Flachennorma- 
len der Konlaklilache ausgcbildct bzw. angcordnet, und in der zweiien Beiriebssicllung zur Definiiion bzw. Begrenzung 
ciner maximal an bzw. auf die Komaklflachc wirkenden Kraft mil einer vorbcsiinimien. einsicllbarcn mechanischen \for- 
spannung bcaufschlagt, Vorzugsweise kann das elaslischc Element deran ausgcbildei bzw. angeordnei sein. daB beim 

4D Ubcrgang von der crsien zur zweitcn Beiriebssiellung des elaslischcn Elemcntes die Wirkrichtung des auf die MeB- 
Sonde ausgcubten Drehnionienics unigckehn isl. 

Die Erfindung bictel vor allcin den \foncil, daB bei eineiu hinreichend sichercn clcklrischen Kontaki der MeB-Sonde 
auf Subslrat mil eincr definierien geringen Koniaklkrafl von typischcrweise ini Bcreich 1 bis 3 cN (groBere Kontakt- 
krafie konntcn die einpfindlichen aktiven Halbleiterschichien unierhalb der Koniaklflachen schadigen und die Zuvcrlas- 

45 sigkeil des Bauteils becinflussen; auBcrdeni kbnnte der vorgerilzic Barren leichi vorzeiiig brechen) im Wesenilichen 
keine oder allenfalls geringfugigc seitlichc Verschiebung von weniger als 0,5 pin der McB-Sonde beim Konlaktiervor- 
gang auftrilt. Dies ist gegeniiber bisher bckannt gewordenen Koniakliemngsvorrichiungen dcr wichligste \forteil: Da 
nacheinander lypischerweise eiwa 50 Halbleilerchips im RastcmiaB von typischcrweise 03 mm auf 50 uni genau ohne 
Zwischenkorrcktur koniakiiert werden sollen, darf die (unkontrollicrtc) scillichc Verschiebung des Barrens durch Hafi- 

50 reibungsmilnahmccffckte keincsfalls groBer als beispielsweise 50 pni:50 = 1 urn sein. Bei einer Einzelchipkontaktierung 
darf die seilliche Verschiebung alier Regcl groBer sein, also beispielsweise 100 uni, solangc dcr Chip durch die aufirc- 
tenden Querkrafle nichl kippi oder aus dem Kontaki- oder MeBbercich geschoben wird. 

Gegeniiber einer Waferprohennessung mil Vakuumansaugung cines vollstandigcn Scheibenlcils von mindesiens 
1 enr Flache mil eincr Ansaugkrafi von in derRegel mindesiens einem Newion besiehl cin groBenordnungsmabiger Un- 

55 lerschicd was in nachfolgender Tabclle vcranschaulichl werden soli: 
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alio Angaben sind 
Krafte in cN 


Einzel- 
chip 


Barren (Lange 
etwa 0,3 mm 
bis 10 mm) 


Scheibe 
(Flache etwa 
1 cm") 


Eigengewicht 


0,00002 1 


0,001 


0,03 


Ansaugkraft 
bei 0,1 bar 


0,1 


0,5 **) 


100 


zulassige Querkraft 
(bei z.B. Uh - 0,4) 


0,04 


0,2 


40 


Benetzungskraft *) 


0,01 . 


0,01 


0,01 


zulassige 
Kontaktkra'ft 


3 


c 


5 



10 



15 



20 



*) oberflachenspannung, falls sich zwischen einera Chip und 
dem Kontakt ein Wasserfilm der Flache 0,3 . 0,3 mm 2 bil- 
dete. 

♦*) Die Ansaugflache beim Barren, da nur fur die Ansauglocher 
gerechnet werden - bei der Scheibe effektiv fast die ge- 
samte Scheibenflache. 

Die Tabcllc zciat: Besiehl bei ciiicr Waferprobermessung audi bei maBigcr Ausaugung nichi die gcrii.gsie Gefahr ei- 
ner Verschiebung der Scheibe. so darf dcr Barren nich. ...ii Qucrknif.cn fiber 0.2 cN von der Kon.ak.sp.izc bcaufschlagl 
werden. sonsi haile dies unwcigerlich die Verschiebung des Barrens /.ur Folge, bei 50 Messungcn hinieremanda bis zum 
SO-fachcn dcr Einzelverschiebung. Nebenbci isi auch cin Barren noch zu Icichi. uni nichi yon gcnngsien Obcrflachen- 
spannungskriiften. beispiclsweisc von Hussigkciisnlmen am Koniaki uberboien zu werden. In obiger labclle wurdc zwi- 
schen Subsirairiickscilc und Subs.rai.rager ein Hafircibungskoeffizicni pH von 0.4 angcnomn.cn: Allgciiicin is. hjer e.n 
groBer p H -Weri voneilhaft. Er kann bcispielsweise erhohl werden durch cine groBerc Obcrflachcnrauhcii undfodcr ge- 
/.icIicMaieriaiwahldesSubsiratruckseiicnkoniakicsund/otlcrderSubsiraioherilache. 

Andcrersciis kann cine moglichsl gcringc Haftrcibung zwischen koniakinadelsc.iigen, Subs.ralkoniakl und Kontakt- 
nadel voneilhaft scin. wenn niimlich Irou groBerer lateral wirkender Komakinadclkriiftc chcr die Komakinadel aul den. 
Subslrai schleifi als das ganzc Subslrai auf dem Subsiraiirager verschoben wird. Das scttl voraus. daB dcr Krununungs- 
radius der Komakinadel an der Kon.akis.ellc nichi zu klcin isi: /. B. groBer als r = 30 p.... Nadcl und Subsiralkoniakl soU- 
■cn an ihrer Bcriihrungssielle moglichsl gla.i scin. Wei.crhin isi gewisser PreBdruck an der B crth ™ n 8«'c»^5~ h - 
urn Schuiz und Oxidfilme fur einen gulen elekirischen Koniaki zu durchdringen. Da die niaxm.alc Kontaktkrati vorge- 
S cbenisi,darl"QcrKriimmung.sradiusauchnichlzugroBsein.z.B.mchlubcrr=l(XJpiH 

Urn die Haftrcibung p H zwischen Subslrai und Subsiraiirager zu vergroBcm. kann von Vorie.l vorgesehcr. sein daB die 
Oberdache des Subsirauragers mindcsiens an dcr Bcriihrungssielle zum Subslrai nach einem behebigcn Vfcrlahren w.c 
bcispielsweise Schmirgeln. AtzemSandsirahlen, Matl-Oalvanik undderglcichcn aufgcrauhi isi. Weitcrh.n kanndic Kon- 
.akticrung des Snbsiraies zur Subsiraiiriigerseiie hin eine gewisse ObcrflSchenrauhigkeil von typ.scherweise^O.5 pm bis 
•>0 ym in der Tielc aufweisen. Urn cine moglichsl gcringc Haftrcibung zwischen dcr MeB-Sondc bzw. seiner Komakina- 
del und der koniakinadelsciiigcn Koniaklflache zu erzielen. kann die Konukmadciobcrflachc wcmgsicns zur bubsirai- 
sciie hin besonders glad ausgebildei scin. bcispielsweise durch Glatlschlcifcn. Lappen. Bedan.pfen. Spuliern. Hoch- 
glanz-Cialvanik, Folieralzen und derglcichcn Verfahren. Wciierhin kann der Koniakibelag des Subsiraies zur Komaktna- 
delseitc hin besonders glaii ausgebildei scin. . ... , „,,.. 

Als wescnilichcr Voneil dcrErfindung konncn die Anfordemngcn an d.c bei der Komakt.crung von thipbanren zulas- 
sieerweise wirkenden Latcralkiafte bei der seitlichen Verschiebung der Barren ohne weiiercs crtulli werden: besonderc 
zusiiizlichc MaBnahn.cn zur Korrekiur oder fur den Ausglcich der 1 .alcralkrafle, el wa dcr Rinsa./. von in Z-R.cbiung w.r- 
kender Kompensaiionsmiliel. ciner nichllinearen \ferschieben.echanik oder cincs lincarcn Vorschubsysiems kann entfal- 
len. Dariiber hinaus bieici die Erfindung folgcnde Vaneilc: 

- Die Koniaktierung der McB-Sonde auf der Konlaktllachc isi im wesenllichen unenipfindlich gegen fiber der ge- 
naucn Koniakih6he. Dadurch konnen Hohenschwankungen der Chips und des Baneniragcrs in. (jroBcnordnungs- 
bcreich von eiwa 100 pm ohne wciieres loleriert werden. „„„:„.•. 

- Es wird freie Sichi von oben und von drei Seiien zum Koniaklort gcwahrleisiel, wodurch ein Einblick venmtiels 
einem Siereomikroskop von oben zur Kontrolle dcr Barrenlagc. Koniaktierung sowie zum Ablcscn der (Inpnum- 
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nicr eroffnci wird. Dcs wci.eren kdnnen Dcickiorcn lur seiilich ausireiendes Lichi an zwci Spicgclseiicn bci I-ascr- 
Barren verwcndei wcrdcn. Ein frcier Zugang von moglichsl alien Sciicn isl dariibcr hinaus filr Lagckorrckiurcn des 
Barrens zwischen zwei Mcssungen giinslig. . 

- Dcr Einsalz eines clasiischcn Elcmenies crolVnci die Moglichkei. ciner cinfachen Jusiicrbarkeit desselben. insbc- 
snnderc hinsictalichdesX/Y-Koniakiortcs. 

- DiecrfmdungsgemUBcAnordnungbesiizieincnurgcringeGesamlserienindukiiviiar. 

- Die Erfindung cniioglich. cine vergleichsweisc einfachc Komakiabsenkung unier Einsatz einer digiialen Meuc- 
mng der Kon.aktabsenkung. Ein bislang vcrwendeier Koniakiscnsor (Br die Hohcneinsiellung dcr Kontaklicrung 
oderzurRcgulicrungderKomaklkratikanncnU'allen. . 

- Die bciden F.ndanschliige der Beiaiigungscinrichiung ermoglichen einc einfachc. unen.pfindl.che Jusiicrung. 

- Die crfindungsgcmaBc Anordnung isl ubcrhaupl auBcrsi unempfindlich gegen SldBc, Erschiilierungcn. mecham- 
schc Schwingungen von auBcn odcr auch von einzelnen ntechanischen Komponenicn des MeB-Sysiems. 

- Die Erfindung enndglichi eine rclaiiv einfachc (.lesaii.ikonstrukiion bei cincr Variahiliiai. und Auswcchsclharkeii 
dcr einzelnen Komponenicn. 

Bei cincr besonders bcvorzugien Ausgesialiung der Erfindung isl das claslischc Element durch cine sich im wescnili- 
chen cnilanj! dcr X-Kiehiung. alsoquer zur Kraftrichiung dcr aufgcsclzien McB-Spiizc.ersireckend angcordneic. biegee- 
lasiische Fcdcr mil ciner in Z-Richiung gemcsscnen rWcrkons.an.en .ypischerweise wesemlich kle.ner als c.wa 11X) 
cN/uuu. also rclaiiv wciehc l-eder, insbesondcre Blallfcder aus Meiall odcr auch Kuns.siolY mil cincr Max.malbrc.ic von 
ciniecn inn, ausechildei. Bei einer vollig aufgcscizicn McB-Sondc kann einc eiwa konslanle Biegespannung des elasti- 
schen Elcmenies gewiihrlcisiei scin. wobei das claslischc Bc.ncnl in seine... Wuters.andsii.on.cni. und Elasiizuaismodul 
insgesan.. so auseeleg. is.. daB der Vorspannwcg der McB-Sondc. d. h. dcr Weg der N eB-Sonde senkrech. zur Kroukl- 
flache dcs MeBobjck.cs zwischen vdlligcr En.spannung ohne umcrgcteg.cn. McBobjck. bis zur N° n » a '-"~ 
dcs MeBobjek.cs.deu.licl! groBcr. beispielsweisc urn eincn Fak.or 2 b.s 100 alsdte Schwankung dcr Konuikue^ohc de 
McBobjektes isi. was beispielsweisc auch Hohcnschwankungcn des MeBobjckitragers als auch des MeBobjckics selbsi 

C ' n Smin kann von Vbricil vorgeschen scin. daB das claslischc Elcmcn. von scincm halicrungssciiigcn Ende zun. 
incBsondcnsciiieenEndeindcrBreiicund/oderderSiiirkeaeiigverjiinglausgeb.ldel^ 

Bci cincr bcvorzuu.cn Ausfuhrung dcr Erfindung is. vorgeschen. daB die Bc.a.igungscinrichiung xur Posmonierung 
der McB-Sondc cine Hebeleinrichiung mil eincm am clasiischcn Element angrcifenden llcbelarn. aufwcisi. \bn Vtone.l 
umfaBl der Hebelann cine wirksame Hcbclam.lange von wcnigslens 10 Frozen, dcr Liinge des elast.schen blemenies. 

Bci ciner besonders bevoaug.cn kons.ruk.ivcn Ausgesialiung dcr Erfindung besiiz. d.e Hebcle.nr.ch.ung cm aut den 
Hebelann wirkendes Zugmiiiclgciricbe. wobei die Zugrich.ung des Zugmiiiels und damil die cQek.iv w.rksamc Hebel- 

ani.lai.ee einslellbar isl. ... ,,, • • ,i„. 

Von Vorieil kann weiierhin vorgesehen scin. daB das claslischc Elcmcni verm.ilels einer Klcmn.c.nnchiung an dcr 
Halierune oder am Angriffspunki dcr Hebeleinrichiung austauschbar ausgebildci isl. • 

Die crfindungsgcmaBe Anordnung isl nichl auf den F.insaiz einer einzigen McB-Sondc begrenzi. V.clmehr konnen 
cbenso auch n.chrcrc. vorzugsweise parallel angeordnele McB-Sonden dcr gleichen Bauar. zun. E.nsaiz gclangen, d.e 
beispielsweisc iibcr eincn mechanise!, verbundenen Seilzug zusammen odcr gc.rennt s.euerbar uber vcrsch.edcnc me- 
chanische Akiuaioren konlakiicr. wcrdcn kdnncn. DcrEinsaiz mehrerer MeB-Sonden kann ^P'^^.X. 
Zweispiizenmessung zur n.cBiechnischcn Erfassung des Koniakiubergangswidcrsiandcs cm und derselben Halblcitcrla- 
scrdiode oder audi bci dcr Koniakiierung vcrschiedener Dioden erfolgen. . t 

Bei der Durchfuhrung des crfindungsgemaBcn Vfertahrens kann vorgesehen sein. daB das clasuschcElcmen.cinerse.is 
mil einem fes.en FuBpunki relaiiv zun. MeB-Objeki eingespannl wird. dieses aber zusalzlich uber em Zugmuiel bzw. 
Spannseil und der in voriicgcndemTe.x. beschriebencn Hebelmcchanik zur Koniakiierung bewegl w,rd D.e <>»«efo" 
Koniakiierung erfolg. hierbei durch Nachgeben des Zugmi.iels bzw. Spannse.lcs urn einc vorbcsiimmte Sircckc. Daruber 
hinaus kann die Koniakiierung auch durch Vcrschieben dcs MeB-Objek.uagcrs rclaiiv zur yoigespannien Konukuc- 
rungseinhci. bcslchcnd aus dem elasiischen Elemen. und seiner Beiaiigungsemnchtung erfolgen. wobei die Ktxb* - 
bung in. wesemlichen gcradlinig und eiwa senkrechi zur zu koniakticrcnden Rache des MeBobjckies ertolgi. HieAc^ usi 
unerheblich. ob sich das McB-Objekl san.tTrager oder die vorgespannte Kon.akticn.ngse.nhe.1 bewegl Dabe. wird nach 
dem Aufsetzen der Koniakispilze auf dem McB-Objck. bca-i.s nach einer sehr kurzen z^saizhchen Nfersch.ebung (bei- 
spielsweisc weniger »b 0.05 ml der vorgenannien Vorspannsirccke) die voile senkrechte Vorspannkrali be. jusiierbar 

geringer Laieralkiaft wirksam. . 
Weiierc bevorzugte Ausgcstaliungcn der Erfindung ergeben sich aus den Unicranspruchen. 
Naehlblgend wird die Erfindung anhand eines in der Zeichriung dargcslcllicn Ausfiihrungsbeisptels naher crlauiert. Im 
Einzelnen zeigen die schemaiischen Darsicllungen in: 

Fig. 1 eine schemalischc Schniitansicht einer Vorrichiung zur elekinschen Koniakiierung einer MeB-Sonde auf der 
Kontakiflacbe dcs MeBobjckies: vr„„v«n 
Fig. 2 eine schemalische Darsiellung zur Erlau.erung dcr prinzipiellen Wirkungswc.se dcr erfindungsgen.aBcn K.on- 

m lak ^ ru J^ v ^ c 3 h ^ cn ai . schc Ansich|c|) ZUf ErfyuKung d er aufeinandcrfolgcndcn Schritie bei der Koniakiierung: 

Fig. 4 cine schemalische Gesamlansichl eines bei dcr erfindungsgeiualJen Konlaklierungsvorrichtung vcrwendeien 
Subsirallragers mit Vakuumansaugeinrichlung. v«nt,i- 
6$ Das in den F.guren darges.ell.e AusfUhrungsbeispiel einer erfindungsgemaBen Vomchiung zur elckmschen Kontak- 
liening einer cine McB-Spitze 2 aufweisenden MeB-Sonde 1 besi.zi eine die MeB-Sonde 1 iragendc b.utzeinnchtung 3 
und eine der MeB-Sonde 1 bzw. ihrer Sliiizeinrichtung 3 zugeordne.e Beiaiigungscinrichiung 4 zur Posit .omening der 
MeB-Sonde ! auf bzw. an einer Komaklflachc 5 cincs die zu messendc Schaliung aufweisenden Subsiraies 6. welches in 
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der Fonn cincs Chip-Barrens vorlicgt. Solchc Chipbarren siellcn Riegel fur den Trcnnbruch vorgcnizien. aber noch me- 
ehanisch zusammenhiingenden. spaier zu vcrcinzelndc Halblchcichips dar. die auf ihrer Unicrsci.c cine zusaninicnhSn- 
uende Koniak.schich. haben, und welchc auf eincn. Barrcnlriigcr 7 auflicgcn ltennalcrwc.se un.faOl cm solchcr Laser- 
Barren ewa fiinfzig zusammenhangende Einzclchips. wobci in den Figutcn lcd.gl.cb v.cr Lascrch.ps 9. 10 11. 12 dar- 
bS sind ledcr diescr Laserchips 9. 10. 11. 12 hesi.z. auf seiner Obcrschc clek.risch voncmandcr .mahhang.gc Kern- 
lakiflcckc der OroGc von el wa 100 pro x 100 pin bci ciner Rasicrwcilc von Chip zu Chip eiwa 300 un>. Dcr Barrcn.rager 
7 isi a^f cincm (nS,. nahcr da^«acllien) Linearvcrschicbcf.sch gclagcri und ,ail diese.n lateral cnilang dcr X-R.chtung 
gernB Pfcil 8 vcrschiebbar. wobci die Lircarwrschicbung kon.inuicrlich s.eucrbar oder ?*»f^*£™ 
/.weip U nk. S .eucrung ausgebilde. scin kann. Bine Verschicbung en.lang der Y-R.ch.ung sowie cnllang der Hbhcnncb- 
fungi kann vorgeschen tin. Die vcm.csscndcn Schalu.ngcndcrChips9. 10, 11. 12 sind »-^^«"*^ 
mh dcr auf dcr Unicrsci.c des Barrens 6 vorgcschcncn Koniak.schich. verbundenen Lc.iung 13. und an Anderen , ubcr 
die nil dcr Koniaklllachc zu konlaklierenocn McB-Sondc 1 und clek.risch dam.) verbundenen Lc.iung 14 HpM. 
wobci die mil. den. Koaxialkahcl 15 verbundenc. cigcniliche McBcinrich.ung in den F.gi.rcn men., nahcr darg s.clh . L 
Die die McB-Sonde 1 iracende Siuizeinrichiung 3 besira eincn. wcscmlichcn Ocdankcn der krfindung lolgcnd em 
sichin.w^n.nchcncn.lang'dcrX-^ 

gcordne.es. clasiischcs lilcn.cn. in Forn. cincr Blai.fedcr 16, die mil .hrcn, e.ncn Endc IK an oner cine Klemnic. neb 
lune 17a mil I •ixicrschraubc 1 7b beriimnk, vcrn.ii.cb cine... Jus.icrorgan 17c jusiierbarc Hal.crung T^nuto dun 
zu messenden Sworn «or.sfcs. cingespanm ia. und rail ihrcn. andcren hndc 19 ..... dcr McB-Sondc I vcrcchc i a. D.e 
McB-Sonde I is. hierbci wic in Fig. 1 dargesicll. vcrniicb ciner Klcnmic.nnch.ung 20 WtaMNtoBMa 
16 bcfetiel und kann auf cinfache Wcisc ausgeiauschi werden. Al.crnai.v h.crzu kann das Lndc 19 dcr BlaUfcdtr 16 
sclbsi als Koniakispiizc ausgcbildct scin. und dan.il unmiticlbar als McB-Sonde 1 wirken. 

Die m I\.si,ionicrung dcr McB-Sonde 1 auf dcr Kon.ak.flache 5 dienende itelaUfiungscmrichiung 4 umlaB. one Hc- 
helcinrichiunc mil cine... Zugn.i.ielgelricbc hcadmd aus cincn, Scilzug 21 und c.ncm ubcr em S.cl Igl.cd 2 um cmc 
Schwenkaeh.* 23 schwenkbar gclagcncn S.cucrann 24. dcr ubcr c.ncn abgcw.nkd.cn Auslcgcr 25 a... 
grvin. wie dies insbesonderc in Fig. I nahcr dargesicll. is.. Dcr Scilzug 21 is. zu... E.ncn or.sfes. an , cn.cn an dcr Appa- 
ralur 26 anecbraeh.en Haken 27a angcscl.losscn. und zuu. Anderen a., eincn, in Langsnchiung des elasi.scl.cn Element 
3 vcnni.iclscincr Kxierschrauhc 27b vcrs.cllbar verbundenen Bcfcsiigungsorgans 27 fixicn. welches e.ncn 
,cn Wirknunk. 28 de.inicn. an den, dcr zwischen den, Auslcgcr 25 und AnschluBpunk. 27e »ch crs.reekcnck : Hebclann 
'lad «& tav.21 angrcift Dan» Bculige. dc. SKllglkde. 22 in. SiaK <kr Ffeilrich IU «j 29 kw. ». ««« 
crani. 24 cn^rcchcnd Pfcil 30 enlgcgcn Uhrzcigerrich.ung taw. Pfcil 30a in Uhrzc,gcrnch,ung geschwenk.. und da- 
durch ubcr den Scilzug 21 die McB-Sonde 1 gcnuill Pfcil 31 abgesenk. b/.w. gemaj Plc.l 31a ahgehohen 

In Fin 1 isi die Funk.ionswcisc dcr crfindungsgcmaBen Vorrich.ung zur Komakucrung dcr McB-Sonde naherdaige- 
s,ell.Dasda S .ischeElcmcnl3win1hicrinvicrBe.riehss.ellungcn dargesicll.: I"*' Bcln^llung A idu^ca^cne 

) m 1 Zugmi.iel 21 so wci. angcspa.nl. daB die Kon.akispiizx 2 dcudiel. von, MeBobjck. fBanvn ***** « 
is. und /war un, cine Sinxkc z (vgl. Fir. 3A). In der Bc.ricbssicllung B fcrs.e Bcincbss.ellung - gcsinchclic L,n,c),sl b 

ttL keinc Kraf. darauf ausub, (vgl. auch Fig. 3B). In dicser Beiriehssic.lung B * dcr ^S^SSSi 
punk, dcrllallcrung 17 und den. Wirkpunk.2» des Bcfesiigungsorgans 27 l.cgcndcle.l desc,as,, ^f^/™ 
t«incn.von(tTHalicn J ngl7ausgcschcnlinksdrchcndcnBicgcn.on,enibcaul S chlag^ 

Rich ung des Zugn.il.cls 21 n,i.bes.im.u. wird. Der zwischen dcr Kon.ak.spnze 2 und den, Wrkpunk. 2* l.cgcndc ^^Tc 1 « 
d c3S.cn Elenicn.es 3 is. in diescn, Zus.and noch bicgen.o.uen.frci. In <ter Bc.riebss.el.ung (. ( zweuc Bern - 
MC lung" - sirichpunkiicnc Unic) is, das Zug.uiuel 21 vollig cmspann.. dcr 

nun Null Dafur ub, in dicser S.cllung die Kraf. der Kon.ak.spi.zc 2 gegen das McBobjek. cm cbental s hnk. nrchendes 
Bicgcmonicni auf die gesani.e Lange des clasiischen Elciucn.es 3 aus. In. Bcrcich zwischen den, Lndc 18 und dcnjWrk- 
punU des Hebc-lanL 21a is, dis Biegemomen. jedoch gcringc^ 

mune der Blai.fedcr 16 in diescr S.cllung C gegeniiber dcr S.cllung B zur holge. derges al.. daB s,ch der ,n Fig. - dargc- 
Sc I nkc Absehnin dcr Blanfcder Wnach ohen. dcr rcchic nach un.en ausbauch.. Dureh erne • fffg^^i 

kann nun ohne wci.crcs errcichl werden. daB sich zwischen den beiden Be.ncbss.cllungen B und L d,c Kon.ak.sp.tze 2 
riX! nich. auf den, McBobjek. beweg. und auch la.eral wirkende Kraf.e - sofcm ubcrhaup. vorhanden - 

" inSsVnd S hingegen definicne gcringc ^i.lichc Nfcrschiebungen gewunscht werden 

el kirischeodcr .hcn„ischc Kon.ak.quali.a. m s.cuem. konncn dicse sowohl links- a s auch rceh.ssch.cbend emges.cll. 

wrdcnSFciniusn^^ 

Sc des Auslcgers 25 versehiebbar odcr schwenkbar ausgcbildct is.. Die Bc.richssie l ung D ze.g. sehl.eBl.ch die otel- 
lune dcr Blanfeder 16 bci cntfcmiem McBobjcktiragcr 7. also bci vollig cnispannier Blaiilcdcr 16. 

dem ProSuk der lederkons.an.cn des'elasiischen Elen.cn.cs mal dcr zwischen der eraen Berne bs.«c Hung. li ^ und dcr 
zwci.cn Beuiebssiellung C zuriickgclcg.en la.cra.en Suecke s dcr Kon.ak.spi.zc 2 Wfeg"*^*™^ 
bci der crfindungsgcmaBen Koniak.icranordnung vcnjlcichswe.se groB se.n kann, na.nl.ch bcsp.c kwc '^ c ' n ^' s ^ a 
Lhn Prozcnt dcr Gcsam.langc des clasiischen Ele.nen.es 3. In voneilhaf.er We.se ,s. danm d,« . Jusnerung dcr Kon.ak.- 
"raft vollig unkrilisch durchBihrhar und auch uncn.pfindlich gcgen Flohcnschwankungen des ^ff^^T 
Tracers 7 Die (Jesan.ls.arkc und Gcsam.brei.c des clasiischen Ele.ncnies 3 kann nach den an s.ch bckann.cn Kons .ruk- 
^ .n s^ wahl, werden. daB sich 

gibu Bein.crfindungsgen.altenSys.cn. islimUbrigcn auch voncilhaft^ 

^rSlanW des Hebclarms 21a von e.wa wenigs.ens z.hn Prozen. dcr (iesam.liingc des clasnschcn Elc 
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incnies 3 das Zugniiiiel 21 oder dergleichen drehmomcntUbeiiragungsfreicr Zugkrafiiibertragcr zur Einstcllung cincr 
vorbesiimmien Vorspannkraft und vorbesiimmien Vorspannstrecke in Richtung auf die Halicrung 17 relativ zu dieser 
Halterung 17 so vorgespanni, daQ die Koniaklspitze 2 zunachst vollig abgehoben ist, und ersi durch Nachgeben desZug- 
miucls 21 um cine vorbesiimmtc Strecke. welche weniger als etwa funfzig Prozeni der Vorspannstrecke entsprichl, bei 

5 gieichcr Lagc der Hallerung 17 relativ zum MeBobjekl die Koniaklspitze 2 auf die Kontaktflachc des MeBobjekts mil ei- 
ner vorbesiimmien senkrechien Kontaktkrafc aufsctzl. Die Konlaktierung ertblgt somit durch Nfcrschiebung des MeBteil- 
Iragers relativ zum vorgespannlen clastischen Element 3. wobei die Verschicbung tin Wesentlichen geradlinig und qucr 
(umcr cincin Winkel von ctwa 70" bis 1 10°, also annahemd rechtwinkelig) zu der zu kontakticrenden Konlaklflachc des 
Meltobjekis ert'olgt. Hierbci ist es unerheblich, ob sich das Mebobjekt mitsamt dent Trager 7 oder die vorgespannte Kon- 

io takieinhcit, d. h. das elastische Element 3 be wegi. wird nach dent Aufsetzen der Koniaklspitze 2 auf der Komakiflache 
bcrcils nach sehr kurzer zusatzlicher Verschiebung die gesamte senkrechle Vbrspannkraft bei justicrbar geringer Lateral- 
krati wirksam. 

Die Rctatigung desZugmiticIs 21 mil einem nicchanischen Hebel kann von Hand, von einem eleklrisch hetatiglen T,i- 
neamiagnctcn odcr einem Drchmagneten oder - nach dem Ausfuhrungsbeispiel - eineni pneuntatischen Aktuaior erfol- 
15 gen, wobci fur die Genauigkeit der Justierung der beiden Endanschlage verhalinismaBig gcringe Anforderungen genii- 
gen. Im abgehobenen Kontaktzustand, der vorzugsweise der stronilosc oder "Aus"-Zustand ist, bestimmt der Anschlag 
iediglichdic Kontaktlurt zwischen Kontakt und MeBobjekl und im kontaktieden Zusland bcsiehl lediglich die Forde- 
rung, daB der Scilzug mindestens so weii freigegeben wird, daB auch ohne MeBobjekl der vollig entspannte Federzustand 
crreichi wird. 

2D Mj;. 4 zeigi in einer schematischen Ansicht wcitcrc Einzelheiien des bevorzugt verwcndclen SubstraUragers 7, auf 
wclehcmdie ('hip-Barren bei der Messung abgestutzi sind. Im Bcreich der oberen Au(lageflache32 des Tragers 7 ist cine 
in Langsrichtung verlaufende. V-lbnmge Nut 33 bzw. Rinne ausgebildeu enilang dercr nichrere Bohrungen 34 angeord- 
nctsind, die in einen Vakuumabsaugkana! 35 munden. der wiederum an cine (nichl naher dargeslellte) Vakuumpumpc 
angeschlossen ist. Die maximal? Brehe der V-lonnigen_Nul ist kleiner als die Maximalbrcitc des MeGobjektes (Barren 

25 6). Die Durchmesser der Bohrungen 34 sowie die Abstande der Bohrungen 34 sind hierbei so gewahlt, daB auch bei ei- 
nem nichi aufgeleglen MeBobjekl cin Unterdruck in der betroflfenen Bohiung von wenigsiens etwa 0,1 Bar erztugl wird, 
was zur Ansaugung cincs Barrens und damit hinrcichend sichcrcn Fixicrung ausreichu 

Bezugszeichenliste 

1 MeB-Sonde 

2 McB-Spitzc 

3 Siutzeinrichiung 

4 Be tatigungse in richtung 
35 5 Kontaklfiiichc 

6 Subsirai 

7 Barrcntrager 
SPfeilc 

9.l0,ll ; 12Laserchips 
41) 13. 14 ? 15 Leitungen. Koaxialkabel 

16Blattfedcr 

17Halterung 

17a Klemmeinrichtung 

1 7b Fixierschraube 
45 17c Just icrorgan 

18,19Enden der Blattieder 

20 Klemmeinrichtung 

21 Seilzug 

22 Stcllglicd 
50 23 Achse 

24 Steucrarni 

25 Ausleger 

26 Apparatur 

27 Belestigungsorgan 
55 27a Hakcn 

27b Fixierschraube 
27c AnschluBpunkt 
28Wirkpunkt 
29, 29a Pfeilrichtungen 
6n 30, 30a. 31 Pfeile 

32 obere Auflageflache 

33 V-fbrmige Nut 

34 Bohrungen 

35 Vakuumabsaugkana! 

65 A, B, C, D Betriebsstellungcn 
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Paicmanspriiche 

I Vorrich.ung zur cleklrischen Kon.akiiemng einer bewcglich gdagcrten McB-Sonde (!) auf taw an einer Kon- 
.aklflache (5) cincs McB-Objck.es (6). mil cincr die MeB-Sonde (1) tragenden Slu.zcinnchlung (3 und emer dcr 
M*£* « taw. ihrer S ut.cinricb.ung (3) zugcordne.cn Ik.a.igungscinrich.ung (4) zur JWn.cn.ng der 
M -So dc m. «adurch gekennzcichne.. daB die die McB-Sonde (1) .ragende S.u,/,innch.ung (3) cm toches 
ScnT(?S./4. welches vcr.ni l .el S der Bc.a.igun 

dc McB-Sonde (1) die Konlakifliichc (5) des MeB-Ob.iek.es (6) gerade ncriihrt. «M in ^SlSSl!- 
Krali darauf ausubt. in einc zwei.c Bciricbssicllung (O bringbar .si, be. dcr die Mcb-Sondc (1) eincn allenlalls au 

Bcrsi ccrinecn Kraflameil parallel zur Konlakifliichc (5) auf das McB-Objeki (6) ausubu 

ITmSI nach Anspruch I. dadurch gekennzcichne.. daB das elasiische Clemen. (3 cinscmg e.ngcspann. ,s. 
und an scinem frcien dem MeB-Obiekt (6) zugewand.cn Ende (19) mil der MeB-Sonde (1) versehen isu 

m Kon.aklieLgsrich.ung bzw. ouer zur Fluchennonualen der Kon.ak.fiachc ausgcb, dc b*w angcord * «d 
in der zwci.en Bc.riebss.ellung (C) zur Defini.ion bzw. Begrenzung oner maximal an bzw. aul he Kon. ak.fl ache 
wirkenden Kraf. mil einer vorbcs.iuun.en. cins.ellbarcn n.echan.schen Vtepatmung beau schla ; s. 
4 Vorrichiung nach eincn. dcr Anspriichc 1 bis 3. dadurch gckennzeichncU dab das elasi.se he tie.. cm <3 dcran 
ausgSde. li angeordne. is.. daB heim (Jbergang von der ers.cn (B) zur zweuen Be.nebss.ellung (C) des clash- 
schen Blc.nen.es (3) die Wirkrieh.ung des auf die McB-Sonde (ll ausgcub.cn . . 

5. Vbrricluung nacn cincm der Anspriichc 1 bis 3. dadurch gekcnnzc.chne.. daB das clasnsche Ua^d-d. 
cin in. Wcscn.lichcn dreh.no.ncnlubenraeungslrcies Zugkraliuhenragungsm.i.cl mil c.ncr vorbcslu .....en 
^MA^l^W is.. daB die MeB-Sonde (1) in cincr Vfcrbciriebssiellung vo.ls.and.g von dcr Kon.aki- 

* *2£^SL dcr Anspruche 1 bis 5. dadurch gckcnnzc.chnd. daB das clas.ischc E.emen, Q) von sd- 
ncn. hXrungSSci.igcn Ende zu„, nUsondenscirigcn Ende in dcr Brei.e und/oder dcr S.arkc s.c.g vcrjung, ausge- 

5!' V^chtung nach eincn. der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzcichne,. daB die ^^TS^Sta £ 
Fosi.ionierung der McB-Sonde (1) einc Hchcleinrich.ung .nil c.nen. am elasi.schen hlen.cn. (3) angre.lendcn He 

f" Wn^S' Anspruch 7. dadun* gekennzcichne.. daB der Hcbclam. (21) einc wirksame Hebclamdange 
von wcnicsicns zchn Prozcnl dcr Liingc dcsclasiischenElcmen.es (3) aul weisi. 

^VoS nu S Anspruch 7 odcr 8, dadurch gckcnnzcichnei. daB die Hcbeleinnch.ung en auf der .Hebe an,. 
iowTrkenS SiJnelge.ricbc (21. 24, 25, aufweisu wobei die Zugrich.ung des Zugnu.icLs ,2.) und dan,,. d,e 

lets cincr Klcnmicinrichiung (17a) an der Hal.erung (17) ausiauschhar ausgcb.ldei.su 
T. Zchiun nach eincn? der Anspriichc 1 bis 10. dadurch gekcnnzeichnci. daB e.n McBobjekurager (7) m ci- 
ne Ansaueeinrich.ung zur zci.wcisen F.xicnjng des MeB-Objekics (6) vorgeschen is.. 

V VcSen zur elek.rischen Kon.akiierung einer beweglich gelagcnen MeB-Sonde (1) aul bzw an e. r Kon- 
.iiuachc S eines MeB-Obick.es (6). mil cincr die McB-Sonde (1) iragendcn S.u.ze.nnchiung (3 und einer dcr 
SkU«fc laSISS sU.einrich.ung (3) zugcordne.cn Bc.a.igungscinrich.ung (4, zur Pos,.,«i,erung dcr 
KsomTe 1 . dadurch gekennzcichne,, daB fur die die McB-Sonde (I) Iragcnde ^^^^^ 
sches Elemcn.'(16) verwende. wird, welches vcnniucls dcr Bc.Shgungsemnch.ung (4) von c.ncr ers.c Beinebs 
Sung (TOW J i dfcMeB-Sondc (1) die Koniakiflachc (5, der » mcssenden Schal.ung gerade -beruhn. jedoeh 
2 i Knu, darauf ausub,. in einc zwei.c Bc.riebss.ellung (C.» gehrach. wird. be, der die MeB-Sonde (1) e.nen 
SSutogcrin-enK^^^ 
H ^ cnSnfpruchl^ 

Lincm freien den, MeB-Objckt (6) zugewand.en Ende (19) milder McB-Sonde (1) versehen w,rd. 
7S rJ3p Oder 13. dadurch gekennzcichne.. daB das clasnsche Ele.ucn. mi wesen.l.chcn 

« nicnnonnalcn der KonlakUlaebe -sgcbi.de, b^geo^e. 
lird. und in der zwci.en Bc.riebss.ellung (Q zur Defini.ion bzw. Begrenzung c.ncr maxunal Kon- 
Sschc wirkenden Kraft mil cincr vorhcslimn.ien, eins.ellbarcn n.echan.schen Vorspannnng beautschlag. wird 
it iSim mSSm dcr Anspriichc 12 bis 14. dadurch gckennzeichncU daB das ela* schc M M 
!LcWW«h^1nS«dncl wird. daB bcim Ubergang von der ers.en (B) zur zweuen Be,nebsstellung (C) des da- 
Seta WrkricbUing des auf die McB-Sonde (1) ausgeiib.en Drehmon.en.es umgekehr w,rd 

S SS nach cinen. der Anspriichc 12 bis 15. dadurch gckcnnzeichneu daB das clasnsche blemenl (3) durch 

„ StSSS^J^ Zugkrafiabenragungsmiuc. mi. 

spannkraf. dcran beaufschlag. is.. daB die McB-Sonde (I) in einer Vorbe.ncbss.cllung volls.and.g von der Kon.ak. 

Jl^JSSi, der Anspriichc 12 bis 16. dadmrh gekennzcichne.. daB das clas.ische FJemeni (3) von 
Lm hSnT^cn Ende zum .neBsondensei.igcn Ende indcr Brei.e und/odcrder S.arkc sidg verjung, aus- 

lfvertSa-n nach eincn. der Anspriichc 12 bis 17. dadurch gckennzeichncU daB die Be.aligungseinrich.ung zur 



STrfahren nach Anspruch 18. dadureh gekennzcichne,. daB der Hebelann einc wirksame llcbclannlange von 
weniestens zehn Prozen. der LSngc des elaslischenElemen.es (16) aufweisu n*,.i arm 
m SLTn nach Anspruch 1 8 oder 19. dadurch gekennzcichne.. daB die Hebcleinnchlung e.n aut den Hebelann 
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wirkcndes Zugmitlelgclricbc aufwcisi. wobci die Zugrichiung des Zugmittels und damii die effektiv wirksame He- 
belarmiange einstelibar ausgebildci. isl. 

21. Vertahrcn nach einem dcr Anspriiche 12 bis 20. dadurch gekcnnzcichneU daB das elastische Eienicnl (3) ver- 
millcls einer Klcmmeinrichtung an der Halterung (17) ausgebildci isl. 
5 22. Verfahren nach cineni der Anspriiche 1 2 bis 21. dadurch gekennzcichnet, daB ein Substratirager mil einer An- 
saugeinrichtung zur Fixicrung des Substrates (6) vorgesehen isl. 

Hicrzu 3 Scitc(n) Zcichnungcn 
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